Karta (sylabus) modutu/przedmiotu
INZYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia I stopnia
Przedmiot: Metrologia wielko$ci nieelektrycznych
Rodzaj przedmiotu: kierunkowy
Kod przedmiotu: IB1 S02 14 01
Rok: I
Semestr: 2
Forma studiéw: Studia stacjonarne
Rodzaj zajec i liczba godzin w semestrze: 30
Wyktad 15
Cwiczenia 0
Laboratorium 15
Projekt 0
Liczba punktéw ECTS: 2
Sposéb zaliczenia: Zaliczenie
Jezyk wykladowy: Jezyk polski
Cele przedmiotu
c1 Zapoznanie studentéw z podstawowymi pojeciami metrologicznymi, technikami
pomiaru wielko$ci fizycznych oraz metodami oceny btedu i niepewno$ci pomiaru.
2 Zapoznanie studentéow z metodami pomiaru wielkosci geometrycznych
niezbednych w kontroli jako$ci urzgdzen medycznych.
Nabycie umiejetnoéci postugiwania sie¢ przyrzadami pomiarowymi i
C3 |opracowywania wynikéw pomiarow uwzgledniajac bledy i ocene niepewnosci
pomiaréw oraz ich analizy.
Wymagania wstepne w zakresie wiedzy, umiejetnosci i innych kompetencji
1 Fizyka - wielkosci fizyczne i podstawowe zwigzki miedzy nimi.
5 Matematyka - podstawy rachunku prawdopodobieristwa i statystyki, podstawy
rachunku rézniczkowego.
3 Umiejetno$¢ postugiwania sie sprzetem komputerowym, znajomos¢ Microsoft
Office.
Efekty uczenia si¢
W zakresie wiedzy:
EK 1 Znanmoéé metod i technik pomiaru oraz zasad opracowywania wynikéw
pomiarow.
Znajomo$¢ podstaw konstrukcji i podstawowych parametréw metrologicznych
EK2 |przyrzadéw i systeméw pomiarowych stosowanych w inzynierii medycznej i
procesach wytwarzania.
FK 3 Znajomo$¢ metod wzorcowania i nadzorowania narzedzi pomiarowych oraz zasad
kontroli jakos$ci wyrobéw i systemOw zapewnienia jako$ci.
W zakresie umiejetnosci:
EK4 |Praktyczne umiejetnosci analizy Zrédet bledéw pomiar6w i wyznaczania




niepewnoéci w oparciu o aktualne unormowania i standardy w tym zakresie.

Posiada umiejetnosé postugiwania sie podstawowymi przyrzadami pomiarowymi i

EK5 . . .
systemami pomiarowymi.
W zakresie kompetencji spolecznych:
EK 6 | Ma swiadomo$¢ poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebe doksztalcania sie.
EK 7 Ma s$wiadomos$¢ spotecznej roli inzyniera i jego odpowiedzialnoéci w zakresie

stosowania odpowiednich unormowar , standardow oraz zasad etyki zawodowej.

TreSci programowe przedmiotu

Forma zaje¢ - wyklady

TreSci programowe

W1

Podstawowe pojecia: cecha, wartos¢ cechy, wielko$¢, wymiar wielkoSci, cechy
geometryczne, wartosci cech geometrycznych, jednostka miary.

W2

System wielko$ci i jednostek miar SI, baza wielkosci, podstawowe jednostki miary,
zasada tworzenia jednostek pochodnych i wielokrotnych. Spéjnos¢ uktadu SIL.
Wzorce podstawowych jednostek miar, definicje. Ewolucja wzorca jednostki
dlugosci, techniki realizacji jednostki dlugo$ci metra.

W3

Definicja pomiaru. Model matematyczny pomiaru. Pomiar jako Zrédto informacji.
Dokladnos¢ pomiaru. Klasa przyrzadu pomiarowegp. Modele przyrzadéw
pomiarowych. Metody pomiarowe ich podzial i cechy.

W4

Teoria bledéw pomiaru. Podziat bledéw iich Zrédla. Prawo propagacji btedow.
Bltedy graniczne. Metodyka obliczania bledow: systematycznych w metodach
bezposrednich i posrednich pomiaru.

W5

Model pomiaru probabilistyczny. Niepewnos$¢ pomiaru. Podstawy obliczania
niepewnoéci standardowej, rozszerzonej i ztozonej wg przewodnika ISO. Metoda
typu Ai typu B.

W6

Btedy w technice budowy maszyn. Odchytki wymiaru, ksztattu i potozenia oraz ich
oznaczanie i zasady pomiaru. Specyfikacje geometrii wyrobéw. Uklad tolerancji i
pasowan ISO. Proste dzialania na wymiarach tolerowanych.

W7

Wzorce miar. Sp6jnos¢ pomiarowa, hierarchiczny ukfad sprawdzen. Badania i
nadzorowanie przyrzadéw pomiarowych i wzorcéw miar. Systemy uzytkowych
wzorcoéw jednostek miar, rodzaje i konstrukcja.

W38

Przyrzady pomiarowe do pomiaréw wielkosci geometrycznych. Metody stykowe i
optyczne. Techniki pomiaru wielkoéci liniowych i katowych, wykonywanie
pomiaréw, dobér doktadnosci i strategii pomiarow.

W9

Topografia powierzchni. Pomiary mikrogeometrii powierzchni. Podstawowe
parametry chropowatoéci i falisto$ci powierzchni.

Forma zajec - laboratoria

TreSci programowe

L1

Szkolenie BHP i oméwienie regulaminu obowigzujacego w czasie wykonywania
¢wiczeny, zasad zaliczania i wustalenie harmonogramu odrabiania ¢wiczen.
Omowienie podstaw teoretycznych zwigzanych z tematyka ¢wiczen.

L2

Wykorzystanie uzytkowych wzorcéow dlugosci w pomiarach. Pomiary i ocena
sprawdzianéw dwugranicznych do otworu.

L3

Pomiary  bezposrednie. @ Wykorzystanie przyrzadéw  suwmiarkowych i
mikrometrycznych. Ocena bledéw przypadkowych.




L4 Pomiary réznicowe. Wykorzystanie przyrzadéw czujnikowych do oceny odchylek
wymiaru i ksztattu. Analiza bledéw systematycznych i przypadkowych.
L5 Pomiary katéw. Poréwnanie dokladnosci pomiaru katéw réznymi metodami.
Analiza btedu pomiaru metoda bezposrednia i poérednia.
Pomiary posrednie. Posrednia metoda pomiaru promienia krzywizny zarysu tuku
L6 |z zastosowaniem mikroskopu warsztatowego. Analiza bledu pomiaru metoda
posrednia.
L7 | Pomiary parametréw chropowato$ci powierzchni metoda stykowa i optyczna.
18 Ocena dokladnosci narzedzi pomiarowych. Sprawdzanie i ocena wlasciwosci
metrologicznych mikromierza i suwmiarki.
Metody dydaktyczne
1 |Wyklad z prezentacjg multimedialna.
Metoda aktywizujgca zwigzana z praktycznym dzialaniem w ramach wykonywania
2 | ¢éwiczen laboratoryjnych, pomiaréw iich analizg. Studenci wykonuja é¢wiczenia w
zespotach 2-3 osobowych.
3 Metoda praktyczna oparta na planowaniu strategii pomiaréw i ich wykonaniu w
zespotach 2-3 osobowych.
Metody i kryteria oceny
Symbol . Prog
metody Opis metody oceny : :
zaliczeniowy
oceny
O1 Zaliczenie pisemne z wykladow 51%
02 Zaliczenie pisemne z ¢wiczen laboratoryjnych 51%
03 Sprawozde.mia z wykonanych do$wiadczen 100%
laboratoryjnych
Literatura podstawowa
1 K. Kujan: Techniki, miernictwo i elementy systeméw pomiarowych w budowie
maszyn. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, Lublin 2001.
5 S. Adamczak, W. Makiela: Podstawy metrologii i inzynierii jako$ci dla mechanikéw.
WNT, Warszawa 2010.
3 Z. Humienny i inni: Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS). Podrecznik europejski.
WNT, Warszawa 2004.
4 W. Jakubiec, J. Malinowski: Metrologia wielkosci geometrycznych. WNT, Warszawa
2004.
5 J. Piotrowski: Podstawy miernictwa. WNT, Warszawa 2002.
Literatura uzupelniajaca
1 J. Piotrowski, K. Kostyrko: Wzorcowanie aparatury pomiarowej. WNT, Warszawa
2000.
5 K. Kujan: Techniki i systemy pomiarowe w budowie maszyn. Laboratorium.
Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004.




3 J. Tomasik i inni: Sprawdzanie przyrzadéw do pomiaru dtugosci i kata. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Obcigzenie praca studenta
F - Srednia liczba godzin na

orma aktywnosci . . L

zrealizowanie aktywnosci
Godziny kontaktowe z wykladowca, w tym: 30
Udziat w wykladach: 15
Udziatl w zajeciach laboratoryjnych: 15
Praca wlasna studenta, w tym: 20

Samodzielne studiowanie tematyki wyktadéw, przygotowanie

i udzial w kolokwium zaliczajacym wyklad: 10
Przygotowanie do zajec¢ laboratoryjnych, opracowanie 10
sprawozdan.
taczny czas pracy studenta 50
Sumaryczna liczba punktéw ECTS dla przedmiotu 2
Macierz efektéw uczenia sie
Odniesienie danego
Efekt. efektu uczenia sig do Cele Tresci Metody Metody
uczenia efektow zedmiotu | prosramowe dydaktyczn ocen
sie zdefiniowanych dla P prog e y
kierunku studiéw
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